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Ультразвуковая диагностика занимает одно из ведущих положений в НК. Для её развития разработаны различные виды настроечных образцов. Однако они не предназначены для настройки широкого класса аппаратуры, что приводит к снижению её функциональных возможностей, достоверности и точности результатов диагностики. 

Решение этих проблем связано с разработкой универсальных настроечных устройств, позволяющих в производственных условиях выявлять и корректировать изменения рабочих параметров основного элемента аппаратуры – преобразователя с электронно-акустическим трактом. 

В [1] предложено решение в виде матричного устройства с линейной зависимостью ni=20(lg(Si/S0), представленной отношениями площадей Si отражателей к опорной S0, которые формируют также логарифмическую зависимость отношений акустических эхо-сигналов Ni (см. рис.1). Параметры смоделированных дефектов привязаны к размерам реальных дефектов. 

Образцы были изготовлены из стали Ст20 в виде пластин (рис.1), в которых созданы плоские угловые отражатели (4) в виде квадратных или прямоугольных форм с диапазоном изменения ni от (6 до -20 дБ и с шагом 0,5 дБ, 1 дБ, 1,5 дБ и 2 дБ. Причем любой из отражателей (4) с Si может быть опорным (3) S0, тогда ni=0. Отражатели (4) формируют эхо-сигналы с тем же величинами шагов в диапазоне Ni от (6 до -20 дБ. 
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После сканирования матрицы наклонным преобразователем, строится градуировочная  характеристика  Ni=f(ni), (рис. 2, где  пунктиром  указано  поле допуска (2дБ, т.е.1-абсолютная, 2-относительная погрешности). Параметрами корреляционной зависимости являются коэффициенты а и b в уравнении связи вида Ni=а+bni; где а–характеризует отклонение от нуля по оси Ni при ni=0 линии, построенной методом наименьших квадратов для экспериментальной зависимости Ni=f(ni); b–определяет относительно оси ni угол наклона этой линии, расположенной под углом приблизительно к 45( в пределах поля допуска или за его пределами.

Из рис. 2 видно, что для преобразователя П1 значения  Ni не вышли за пределы поля допуска (2дБ, а для П2 вышли. Например, при ni=-6 дБ значения Ni составляет -10 дБ, то есть отклонение достигает 4 дБ вместо допустимых 2дБ и поэтому П2 не может быть допущен к применению. Выход настроечных точек справа из поля допуска, приведет к ошибке контроля 1 рода (пропуску бракованных изделий). Слева из поля допуска, приведет к ошибке контроля 2 рода (браковке годных изделий).
Работа выполнена при частичной поддержке проекта Президиума РАН №19. 
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